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Pułapki na cząstki naładowane II: Zastosowania to publikacja z serii Springer Series on Atomic, Optical, and Plasma
Physics. Autorstwo książki należy do Günthera Werta, Viorici N. Gheorghe i Fouada G. Majora. Publikacja skupia się na
zastosowaniach pułapek na cząstki naładowane, w tym na hiperfine oraz pomiarach g-faktora, zegarach atomowych w
pułapkach jonowych, kwantowym komputerowaniu w pułapkach jonowych, czasach życia stanów wzbudzonych oraz
kolizjach cząstek. Praca ta jest nieocenionym źródłem wiedzy dla studentów i pracowników naukowych zainteresowanych
fizyką atomową, molekularną, jądrową i plazmową.

Pułapki na cząstki naładowane II: Zastosowania ma objętość 288 stron i została opublikowana w 2012 roku. Tematyka
książki obejmuje między innymi pułapki na cząstki naładowane, pomiar g-faktora i struktury hiperfeinowej, zegary atomowe
w pułapkach jonowych, kwantowe komputerowanie w pułapkach jonowych oraz czasy życia stanów wzbudzonych. Jest to
istotna pozycja dla osób zainteresowanych technologią, nauką fizyki jądrowej oraz inżynierią jądrową.

Pułapki na cząstki naładowane II: Zastosowania to tom 54 z serii Springer Series on Atomic, Optical, and Plasma Physics.
Książka jest dedykowana środowisku akademickiemu.
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